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引  言

本规范为初次发布。制定本规范的目的主要是解决工业中扫描探针显微镜校准问

题。规范编制中参考了国际上纳米计量领域的一些理论性研究成果,并以实际纳米计量

工作中的一些实验数据为基础制定了本规范。
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扫描探针显微镜校准规范

1 范围

本规范适用于以几何表面形貌为测量对象的扫描探针显微镜的校准。
扫描探针显微镜根据其设计原理不同,校准时需要根据实际情况选择相关的计量特

性。对有特殊要求的测量任务,如对溯源要求较高的测量,不在本校准规范的适用范围。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

GB/T19067.1—2003 产品几何量技术规范 (GPS)表面结构 轮廓法 测量标

准 第1部分:实物测量标准

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 扫描探针显微镜 scanningprobemicroscope(SPM)
具有扫描测量功能的探针显微镜的统称。主要包含原子力显微镜 (AFM)、扫描隧

道显微镜 (STM)等。

3.2 扫描探针显微镜Z向漂移 SPMZ-directiondrift
扫描探针显微镜定点测量时Z向测量值的漂移。

4 概述

扫描探针显微镜具有高分辨力、实时、原位成像等特征。对样品无特殊要求,不受

样品的干燥度、形状、硬度、纯度等限制,可在大气、常温环境甚至是溶液中成像。广

泛应用于纳米科技、材料科学、物理、化学和生命科学等领域。

图1 SPM典型结构示例

1—测头;2—测量试样;3—工作台
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